Comparacao Geral das Técnicas F/Q
Abordadas no Curso

Instrumento de | Observacdo | Analise Estrutura Ligacoes
Analise Morfolégica | Elementar | Cristalina | Quimicas
AES W4 v
RBS v
XRD v v
SEM V4
TEM V4 V4
SPM v
SIMS v
FTIR (V) v
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Instrumento

de Analise

Feixe de
Excitagao

Radiagao
Analisada

Resolugao
(Horiz./Vertical)

Atmosfera

Principais
Informacgoes

Limite de
Deteccgao

AES

Elétrons

Elétrons

(10nm/3nm)

Alto vacuo

-Elem > He
-Concentragdes
-Espessuras
-lmagem

~0,1-1% at.
(semiquant.)

RBS

ions

ions

Vacuo

-Elem>C
-Concentragdes
-Espessuras

~0,01-10% at.

(quant.)

XRD

Raios-X

Raios-X

Atmosfera

-Fases
-Orient. Crist.
-Estresse
-Tamanho de
cristalito

SEM

Elétrons

Elétrons

(Raios-X)

(5nm/8nm)

(1-5um)

Vacuo

-Topografia

-Secao Transversal
-Largura de Linhas
-H(EDX: Elem. >F)
WDX: Elem. >B)

~1% (EDX)

TEM

Elétrons

Elétrons

(0,08nm)

Vacuo

-Secao Transversal
-Tamanho de crist.
-Fases

-Orient. Crist.

SPM

(Elétrons)

(Elétrons)

(0,17nm/0,001nm)

VacuolLiquido/
Atmosfera

-Perfis
-Concentragbes
-Espessuras
-Imagem

SIMS

ions

ions

(1um/0,3nm)

Alto Vacuo

-Todos elem.
-Isétopos, Moléculas
-Concentragdes
-Espessura

Hmagem

~0,001% at.
(semiquant.)

FTIR

(10um/100nm)

Nitrogénio

-Lig. polares
-Estrut. Molecular
-Concentragdes

-Espessuras

(quantitativo)

4

16



Instrumento
de Analise

Feixe de
Excitagao

Radiacao
Analisada

Resolucao
(Horiz./Vertical)

Atmosfera

Principais
Informacgoes

Limite de
Deteccao

AES

Elétrons

Elétrons

(10nm/3nm)

Alto vacuo

-Elem > He
-Concentragdes
-Espessuras
Hlmagem

~0,1-1% at.
(semiquant.)

RBS

ions

ions

Vacuo

-Elem>C
-Concentracdes
-Espessuras

~0,01-10% at.

(quant.)

XRD

Raios-X

Raios-X

Atmosfera

-Fases
-Orient. Crist.
-Estresse
-Tamanho de
cristalito

SEM

Elétrons

Elétrons

(Raios-X)

(5nm/8nm)

(1-5um)

Vacuo

-Topografia

-Sec¢ao Transversal
-Largura de Linhas
-(EDX: Elem. >F)
WDX: Elem. >B)

~1% (EDX)

TEM

Elétrons

Elétrons

(0,08nm)

Vacuo

-Secio Transversal
-Tamanho de crist.
-Fases

-Orient. Crist.

SPM

(Elétrons)

(Elétrons)

(0,7nm/0,001nm)

VacuolLiquido/
Atmosfera

-Perfis
-Concentragdes
-Espessuras
-imagem

SIMS

ions

ions

(1um/0,3nm)

Alto Vacuo

-Todos elem.
-Isétopos, Moléculas
-Concentragdes
-Espessura

Himagem

~0,001% at.
(semiquant.)

FTIR

(10um/100nm)

Nitrogénio

-Lig. polares
-Estrut. Molecular
-Concentragdes

-Espessuras

(quantitativo)

4

18



